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7 Zusammenfassung

7.1 Erreichter Stand

Der Messplatz zur Aufnahme von Emissionsspektren bis 40GHz ist aufgebaut und
funktionsfähig. Sämtliche Messgeräte befinden sich außerhalb der Absorberkammer.

Abbildung 98: Ansicht des  Messplatzes außerhalb der Absorberkammer

Durch die unter LabVIEW entwickelte Software, ist die Möglichkeit gegeben, Spektren unter
Vorgabe bestimmter Parameter vom teilautomatisierten System aufnehmen zu lassen. Die
Software steuert dabei die Spektrumanalysatoren und den Drehtisch in der
Absorberkammer.

Es stehen Teilprogramme für verschiedene Arten von Messungen zur Verfügung. Es können
Emissionsspektren im Bereich von 250MHz bis 40GHz aufgenommen werden. Bei der
Messung werden selbst erzeugte Korrekturdaten berücksichtigt.

Die Software gestattet das Speichern und Laden von Messwerten. Protokolle mit allen
wichtigen Daten können ausgedruckt werden.

Ein Abgleich der Position des Drehtischs auf die Ruhelage-Position ist mit Hilfe einer selbst
entwickelten Reflexlichtschranke und einer programmierten Softwareroutine möglich.

Der Drehtisch kann sowohl manuell mit einer selbst entworfenen Handsteuerung vom
Inneren der Kammer aus als auch über den Computer bewegt werden. Dies ist durch ein
selbst entwickeltes Motorsteuerungsgerät möglich.
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Das entwickelte, aufgebaute und getestete Motorsteuerungsgerät enthält neben einem
Netzteil Komponenten zur Auswertung der über Lichtwellenleiter gesendeten Signale,
digitale Elektronik-Komponenten zur Signalverarbeitung und eine Brückenschaltung mit
NMOS-Transistoren zur Ansteuerung des Drehtischmotors mit einem pulsweitenmodulierten
Signal.

Die Verwendung von Kunststoff-Lichtwellenleitern für alle Signalübertragungen in
Verbindung mit der selbst entwickelten manuellen Drehtischsteuerung garantiert eine
störungsfreie Messung und verhindert die Beeinflussung der Umgebungsbedingungen im
Inneren der Absorberkammer.

Die angeeigneten theoretischen Grundkenntnisse der EMV-Messtechnik waren sehr nützlich,
da bei der praktischen Realisierung des Messplatzes eine Vielzahl von spezifischen
Einflussfaktoren berücksichtigt werden musste.

Die Funktionsfähigkeit des Messplatzes konnte durch mehrere Testmessungen bestätigt
werden.

Erste Messungen an Serienprodukten der Firma Infineon Technologies konnten mit dem
Messplatz bereits durchgeführt werden. Dabei erwies sich die Umrechnung der Messwerte
auf die in den Normen vorgeschriebenen Standard-Entfernungen als sehr vorteilhaft, da
hierdurch der objektive Vergleich ermöglicht wird.

Die Einsatzmöglichkeiten des Messplatzes sind vielfältig. Es können Emissionsspektren von
den bei Infineon Technologies entwickelten optischen Transceivern und von beliebigen
elektronischen oder elektrischen Geräten aufgenommen werden.

Weiterhin besteht mit dem aufgebauten Messplatz die Möglichkeit der Charakterisierung des
Abstrahlverhaltens in Abhängigkeit von der Position des Prüfobjektes.

Die an den Messplatz gestellten Anforderungen konnten durch die speziellen Hard- und
Softwarelösungen im engen Zeitraum von drei Monaten vollständig erfüllt werden.
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7.2 Ausblick, Fortführung

Die Funktionsfähigkeit des Messplatzes ist gewährleistet, dennoch besteht die Möglichkeit
der Weiterentwicklung.

Eine Automatisierung der Antennenausrichtung (Drehung der Antenne um 90° zur
Polarisationsänderung) wäre sinnvoll, da dann Zeit und Arbeitsaufwand während des
Messablaufs eingespart werden könnten. Für diese Automatisierung ist an entsprechender
Stelle in den Software-Programmen bereits Platz frei gehalten worden.

Die Software-Programme können weiterentwickelt und angepasst werden. Zukünftige
Messungen werden zeigen, welche zusätzlichen Optionen die Messungen noch weiter
vereinfachen können.

Innerhalb der Absorberkammer wäre die Anbringung einer zusätzliche Anzeige sinnvoll,
welche die Funktionsfähigkeit des zu untersuchenden Transceivers anhand des außerhalb
der Kammer befindlichen Bitfehlermessgerätes signalisiert. Dazu könnte eine zusätzliche
POF in die Kammer geführt werden.

Der aufgebaute Messplatz gestattet die positionsbezogene Charakterisierung der
Abstrahlung von Prüfobjekten. Er gestattet weitere, tiefergehende Untersuchungen der
optischen Transceiver, die bei Infineon Technologies entwickelt und hergestellt werden. Es
bieten sich weitere Messungen an, in denen Prüfobjekte als Störstrahler, wie Antennen
charakterisiert werden können.

Der Einfluss der Testbox ist noch näher zu untersuchen. Dies ist mit dem aufgebauten
Messplatz möglich.

Ferner ist die aufgestellte Absorberkammer auch für Suszeptibilitätsmessungen geeignet.
Eine Erweiterung des Messplatzes für diese Messungen ist denkbar. Dafür wird ein
zusätzlicher Verstärker benötigt.

Mit dem Messplatz ist die Möglichkeit geschaffen worden, entwicklungsbegleitende
Untersuchungen des Abstrahlverhaltens von Modulen oder Geräten auf durchzuführen.
Dadurch können wertvolle Erkenntnisse gewonnen und Zeit gespart werden.

Die steigenden Datenraten der bei Infineon Technologies entwickelten Produkte werden
auch in Zukunft die Notwendigkeit von Untersuchungen des Abstrahlverhaltens der
optischen Transceiver erhöhen. Der aufgebaute Emissionsmessplatz stellt ein geeignetes
Mittel zur Verbesserung und Beschleunigung des Entwicklungsprozesses dar.
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